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Ingenieria en Nanotecnologia

lOfrecer bajo las normas de calidad educativa, servicios de formacion de profesionistas capaces de aportar soluciones adecuadas a los problemas cientificos y tecnolégicos que se presentan cada dia en la industria y centros de investigacién, mediante la formacion de

en el drea de la

Microscopias de Nanomateriales
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[El alumno ser4 capaz de analizar imagenes de diversos nanomateriales mediante el uso del microscopios electrénico de barrido, el

electrénico de

de fuerza atomica.

75

ISeptiembre de 2018

[Universidad Politécnica del Valle de México, Universidad Politécnica de Sinaloa, Universidad Politécnica de Tapachula.

EVALUACION

TECNICA INSTRUMENTO
Completar Ta unida ndizare, e articipacion en clase.
Jalumno seré capaz de: fExposicion sobre el dentificacion de
ftema, applets, videos, conceptos. Revistas. lioros y I'Rabrica de conceptos bé
|* Citar Ia historia y los antecedentes de los ' lefemplos, ejercicios, | Investigacion, i ;
Imicroscopios para los nanomateriales. [FD: Lectura comentada. demostraciones Busqueda :I"Vas de papel bond. |/ e tor, [microscopia de nanomats
Unidad 1 . " reales, |de apoyos visuales Laptop.
Introduccin y Tipos de Microscopios. |* Reconocer los paralos [ e ety on [l x A x A A g:gams’“;r::; pintarrén ° ° 8 3 Documental ndibrica de esquema de tipos de
nanomateriales. o comparaivo. fecturas, [laboracion de esquemas ICDS 0 DVDSs virgenes Imicroscopios para nanomateriales.
| v b terminiaia y concept s, opicaciones. y Hapa Kmadores
refacionados a la microscopi nalogas. Imental. Estrategas de g
lelaboracién.
[AT termin de Ta unidad, ef alumno serd capaz N N =y
loe: [ED: Mediante problemas en clase, Participacion en clase.
| demostrar fa tearia y principios fisicos [Exposicion sobre el [identificacin de
I Explicar o fisico de funcionamiento _ [3dauiridos. ftema, applets, videos, conceptos. ""‘“ "E papel bond. [broyector
[ lcroscomo ciocironics de pardda: lefemplos, ejercicios, | Investigacién, P, fpapton. ica de cuestionario y
[EC: Mediante diagramas y gréficas  [demostraciones ueda Pegamene:. oo lesquema sobre principio fisico de e ot ot ensrar y
Microscoplo Elecaong g Bando (SEM) | Reconocer y Clasificar de | e el sem, oS, [Pl x x x NA x [CDs 0 DVDS virgenes, Electrénico de Barrido 5 0 10 4 Documental y de Campo  fUncionamientoy operacién de SEM. seguridad del
P 2 SEM, resoluclones y caracteristicas técnicas. | [Princip - realm (Gocumentales) pare lntermet y [Cinta de Grafito e e e
G g Kimuladores. lsonificador b practic
|+ Obtener imégenes y realizar un ansiisis EDX. [EP: Entregar un reporte de un investigaciones, § [Cinta de grafito.  [Equipo de Preparacién| Préctica de laboratorio
a de laboratorio donde obtiene [aplicaciones, y IMapa mental Estrategias IS e e e
|+ Preparar muestras. |y analiza imagen de una muestra en el analogias. |de elaboracién. Préctica e e
[SEM y su correspondiente EDX. |de laboratrio. B M,
[AT termino de 1a unidad, el alumno sera capaz
lde: somea mc'\“pacvén en clase. Revistas. lbrosy  ferovector
' fexposicion sobre el dentificacion de ulos. Laptop.
[ED: Lectura comentada.
[* Explicar el principio fisico de funcionamiento e, sppets. videos, conceptas. Hoias de papel bon. fentarén Adbricn de evest
lael microscopio electronico de transmision. X " lefemplos, ejercicios, | - Investigacion, croscopio [* Rabrica de cuestionario y
g G pediante dogromas y réfcos  fiemesiraciones Sasaueds pesamerio. Eectronio ce bsauers S N5 150021 resor e enserar y
Unidad 3 | Reconacer y Clasiicar los diferentes tipos de_[oincipios de der em, [122eS e apoyos vsuales X x X " X [mpres) [ranemision 6 o 10 3 Documentaly de Campo ¥ operacién de Tew sequridad del
Microscopio Electrénico de Transmision (TEM) y Teoria de STEM. (Tw. resolucioncs y técnica ara 58 & B virgenes.fSonti [pupervisar 12 sequridad dc
lep: préctica de laboratorio donde Jecturas |elaboracion de collage. internet y. [Equipo de deposicién perarioy P
|+ Preparar muestras para TEM. [Sbtions imagen de una miscira invest i lsimuladores. [de capa de oro para [+ Préctica de laboratorio
e e e e ogia. nioacones's IMapa mental Estrategias lpreparar muestra
|+ Operar de manera hém un microscopio ¥ 912: lanalogias. |de elaboracién. Practica lpreparacién de [Equipo de Preparacidn|
[electronico de transmi |de taboratrio Imuestras para TEM. |de Muestras del TEM
T e e St SeréCapa
Joe:
Participacién en clase. [Revistas, libros y
I* Explicar el principio fisico de funcionamiento |ep, Exposicion sobre el _dentificacion de fProyector.
|del microscopio de fuerza atomica. [F0: Lectura comentada. ltema, applets, videos, conceptos. :,‘,"J;sn"e papel bond. | spiop,
. lefemplos, ejercicios, | - Investigacion, tarr [* Rdbrica de cuestion:
|- Reconoery caitcartos aerentes mados el MEO 0mas 11ees fmesirciones isaueda pegamento Mmmpw de Fuerza lesquema sobre princpio fslcode g oo
Unidad 4 loperacin de un e do ol J et apm, [reales |de apoyos visuales X X X NA x bt G ® © B D al y de C ffuncionamiento y operacién de AFM. 5 P b argi]
Microscopto de musmen htérica (AFM). ncipios de e o DDs virgenes Ao ocumental y de Campo supenvisara sequridad ce
| preparar muestras. b Entregs de uns préctce de o5y [laboracion ae colage. [reermety Bncapsulador de joperario  de os equipos.
[P Entrega de uns précticade | icaciones, pmuladores. oS I préctica de laboratoro
|* Operar de manera basica un microscopio de (127 Japlicaciones, y IMapa mental Estrategias oo de [Equipo de Preparacién|
[fuerza atomica. fanalogias. |de elaboracion. Practica loreparacion de |de Muestras del AFM
: 8 " |¢e taboratario [muestras para AFM.
[‘Obtener imagenes topégraficas y realiza un
s lirati
24 0 38 13 75
BIBLIOGRAFIA BASICA:
TITULO: Principios de microscopia electrénica de barrido y microandlisis por rayos X caracteristicos. TITULO: Principios de de barrido y por rayos X TITULO: Fundamentals Of Atomic Force Microscopy - Part I: Foundations. TITULO: Practical Electron Microscopy: A Beginner's lllustrated Guide.

AUTOR Gulllermma Gonzélez Mancera, Maria Eugenia Noguez Amaya.

EDITORIAL UNAM
LUGAR: Méxi
1SBN O REGISTRO: 9703240119, 9789703240111.

TITULO: A Beginners' Guide to Scanning Electron Microscopy

Anwar Ul-Hamid.

ringer
LUGAR: Switzerland.
ISBN O REGISTRO: 3319984829, 9783319984827.

caracteristicos.

AUTOR: Gerardo Vézquez Nin.
ANO: 200

EDITORIAL. UNAM.

léxico.
ISBN O REGISTRO: 9681662407, 9789681662400.

TITULO: Transmission Electron Microscopy: A Textbook for Materals Scence.
AUTOR: David B. Williams, C. Barry Carte

EDITORIAL: Spnnger Science & Business Media.

W Yo
1SBN O REGISTRO: 1475725191, 9781475725193,

AU'roR Gemrdo Vézquez Nin.

EDITORIAL Relfenberger Ronald G.

ISBN ol REGISFRO 9814630373, 9789814630375.

TiTuLO: Atomic Force Microscopy: Understanding Basic Modes and Advanced
Application:
AUTOR: Greq Haugstad.
ANO:

EDITORIAL: John wuey &Sons.

New Jers
ISBN o REGISFRO: 1118360680, 9761118360682.

AuToR, E\alne Evelyn Hunter, Hunter, Peter Maloney, Moise Bendayan, Hunter Elaine Evelyn.

EDITORIAL cambndge University Press.
LUGAR: Can:
ISBN O REG\STRO 0521385393, 9780521385398.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

TITULO: Microscopy Methods in Nanomaterials Characterization.

AUTOR: Sabu Thomas, Raju Thomas, Ajesh K Zachariah, Raghvendra Kumar Mishra.
ANO: 2017.

EDITORIAL: Elsevien

LUGAR: Netherlan

ISBN O REGISTRO: 0323461476 9780323461474,



	Programa

